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Conditions Date  2003/01/24
 
Test : RADIATED EMISSION
Model Name :

○Photographs of Test Set-Up

○Testing circuitry

LF1 ：  2.0mH   5.0A  Common mode Choke Coil
LF2 ：  1.0mH   5.0A  Common mode Choke Coil
SS1  ：  25A  600V  Bridge diode
C1 、C2 ：  250V  0.47μF  Film capacitor
C4 、C5 ：  250V 1000μF  Electrolytic capacitor
C6     ：  250V  47μF  Electrolytic capacitor
C3 、C7 ：  250V  3300pF  Ceramic capacitor
C8 ：  50V  0.1μF   Film capacitor
C9 ：  25V 1000μF (DBS100A13R8, DBS150A12/15)

    35V 470μF   (DBS150A24)
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Fig. Testing circuitry
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Conditions Date  2003/01/24
 
Test : LINE CONDUCTION
Model Name :

○Photographs of Test Set-Up

○Testing circuitry

LF1 ：  2.0mH   5.0A  Common mode Choke Coil
LF2 ：  1.0mH   5.0A  Common mode Choke Coil
SS1  ：  25A  600V  Bridge diode
C1 、C2 ：  250V  0.47μF  Film capacitor
C4 、C5 ：  250V 1000μF  Electrolytic capacitor
C6     ：  250V  47μF  Electrolytic capacitor
C3 、C7 ：  250V  3300pF  Ceramic capacitor
C8 ：  50V  0.1μF   Film capacitor
C9 ：  25V 1000μF (DBS100A13R8, DBS150A12/15)

    35V 470μF   (DBS150A24)
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Fig. Testing circuitry
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